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 以上、本論文の結果は、半導体集積回路に対するシステム運用中の信頼性向上に有用である。  
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、システム運用中のフィールドテストによる信頼性向上を目的とした組込み自己テスト技
術（BIST）に関する研究をまとめたものである。その成果は、高度な信頼性が要求される論理システ
ムにおけるディペンダビリティ確保に有用であり、大規模集積回路の製造テスト技術の発展に貢献す
るところが大である。  
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、本
論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
  
